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entscheidend die Elektronenausbeute, d.h. die pro
einfallendem Photon emittierte Anzahl von Elekdro-
nen. Die Werte fiir die Austrittsarbeit der meisten
Metalle beispielsweise liegen in einem solchen
Energicbereich, - daB nur durch engrgioreiches
Utraviolett-Licht Elektronen ausgeliist werden kon-
nen. Zu diesem Zweck stehen emne Vielzahl von
intensiven Lichjquellen zur Verfigung, wiz beispials-

weise Quecksilberdampf-Kurzbogerlampen, Xenon- -

Kurzbogenlampen und  Deuterium-Niederdruc!--
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Optik
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VergrdBerungsbereich von 100-fach “'= 100N-fzch
abzudecken. Im Gegensatz zu : “toptischen
Systemen |aBt sich jedoch der Vergrdilerungsfaktor
ohne mechanische Verschiebung, also !s<'Jlich
durch Variation der erregenden Linsenspannung ain-
stellen. Eing elektrostatische Linse hesteht dabei aus
mehreren isoliert aufgebsuten Eleklroden, die sich
auf unterschiedlichem elektrischem Potential befin-

" den.
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Direct observation of the alignment of

ferromagnetic spins by antiferromagnetic spins
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Magnetic vortex core observation
in circular dots of permalloy

T. Shinjo, T. Okune, R. Hassdorf, K. Shigeto and T. Ono
SCIENCE, VOL289, 930
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rFig. 2
the iamge at 872. 2eV

Fig. 1
the iamge at 871. 2eV

Domain imaging of anti-ferromagnetic
material NiO by means of magnetic linear
dichroism (MLD) method

Absorption spectrum at Mi L edges for s- and
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It is thought that the tetrahedral bo
structure is a sign of covalent bonding,
ioni¢ bonds would tend as we shall see lat
higher number of nearest neighbors (coor

E0DIUM CHLORIDE BTRUCTURE

The sodium chloride structure is show
lattice is face-centered cubie, with a basis

D/stortien  Fig. 1.29. The () sodium chloride and (b) ces

o T I"ﬁ‘“—. atom separated by one-half the body diag
are four molecules in a unit cube, with ats

- Na:000;440; 404
Cl:444;004;04%

Each atom has as nearest n&ighbﬁm'ﬁ;
80 that the coordination number is 6.
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Difference picture with s-polarized light Difference picture with p-polarized light
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[ Landau-Lifshitz-Gilbert equation
dM/dt = yMxHefp-yo/Ms-Mx(MxHegf) (ot : damping factor

\ ¥ : gyromagnetic factor)
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